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Introduccion

El haz de luz proveniente de un laser incide sobre un espejo semiplateado que refleja el 50 % de la luz incidente
hacia un espejo fijo [ajustable] M2 vy trasmite el otro 50 % hacia un espejo movil M1.
Ambos, M1y M2, reflejan la luz directamente hacia atras, haciendo que retorne al espejo semiplateado.
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Fig. 1.7 Esquema de funcionamiento del interferometro de Michelson
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Introduccion

El haz proveniente de M1 es reflejado hacia la pantalla, y el proveniente de M2 transmitido, también hacia la pantalla.
Como ambos haces provienen de una dnica fuente [laser] mantienen una absoluta coherencia entre si, y van a
interferir al actuar simultaneamente sobre la pantalla. Si entre el |laser vy el espejo semiplateado colocamos una lente,
el haz se dispersa, y de este modo lograremos gque en la pantalla aparezca un patron de interferencia formado por
anillos circulares oscuros v brillantes, alternados.
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Principio de funcionamiento

Moviendo el espejo M1 mediante tornillo micromeétrico, se modifica el camino dptico.

Como este camino es atravesado dos veces, al desplazar M1 una distancia A/4, el camino optico del rayo
vario en AN/2.

Debido a esto, donde antes teniamos un maximo de interferencia [anillo brillante], ahora tenemos

un MINiMo [anillo oscuro).

Moviendo lentamente el espejo M1 una distancia dm, “pasaran” N franjas en el patron de
interferencia que estamos observando en la pantalla, y se cumplira la relacion:

2d,, = NA
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Experiencia 4
Calibrado

Objetivo

o Comprobar la calibracidn del tornillo micrométrico del
interferometro.

Equipamiento
e Tnterferobmetro
o | aser
e Base para alineacion del Iaser
o Accesorios del interferometro

Bergamin Mikael - Ayudante de segunda - FISTCA IT - FING - UNCuyo



Procedimiento)

O]
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Giro de tornillo micrométrico

Llevar el tornillo micrométrico hasta O, y después volverlo hasta 1, e iniciar la medida a partir de esa
posicion, girando siempre en el mismo sentido.

Conteo de franjas

Una vez llevado el tornillo a 1, giraremos el mismo y contaremos el paso de 50 franjas. Como el camino

Optico total contempla ida y vuelta, la distancia desplazada del espejo M1, medida en cantidad de
longitudes de onda, sera de 25\

Cadlculo del paso del tornillo micrométrico

A partir de la distancia dm obtenida y sabiendo cuantas lineas pasaron en el tornillo cuando se lo gird,
calcularemos a cuantos micrones equivale cada linea. Ya que tedricamente cada linea deberia
representar un micron pero realmente Nno es asi.

dm p: paso del tornillo micrométrico
p _— dm: distancia calculada en funcidon de A
]\4 M: cantidad de lineas contadas en tornillo micrométrico
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Experiencia 5
Determinacion indice de refraccion del aire

Objetivo
e Determinar el indice de refraccidon del aire.

Equipamiento
o Tnterferometro.
o L3ser.
e Base de alineacion del Iaser.
e AcCcesorios del interferometro.
Celda de vacio, con bomba y mandmetro

En el interferometro de Michelson, el patron de interferencia observado depende de la relacidn de fase entre
lOs dos rayos interferentes.

En la experiencia anterior la relacidn se modificd cambiando el camino &ptico mediante el movimiento de M.
En esta experiencia lograremos el mismo efecto pero ahora colocaremos una celda o camara gque contiene
aire, a la que podemos cambiarle la presidon de dicho aire, y por o tanto cambiaremos el indice de refraccion
del mismo.
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( Procedimiento)

01 Agregado de cadmara y espejo fijo M2
Al montaje basico del interferdmetro se le agrega, en el camino del espejo fijo
I M2, una celda para vacio, equipada con bomba y mandmetro.

02 Cdlculo de N1 longitudes de onda

Armaremos la expresidbn que calcula cuantas longitudes de onda hay d
contenidas dentro de esta camara de vacio, sabiendo que el ancho de Ila Ny =2- =
camara “d” es de 3cm, N1 es el indice de refraccion para la presidon 1y A\g esla
longitud de onda utilizada en el vacio.

03 Cdlculo de N2 cambiando la presion
Luego de hacer un vacio parcial en la camara, llegando a una P2 [presion 2],
rearmaremos la expresion para N2. Ny =2 =
N2 ahora es el indice de refraccidon del aire a la presidon 2. A AO/’"’? Ao

04 Cdlculode N=NT-N2

Al pasar de una situacion a la otra [de 1 a 2], se podran contar en la pantalla N=N;—-N, = 2d(ny —my)
del interferébmetro N franjas. Ao
Luego despejaremos la diferencia nl1-n2. N

ny —ng — ﬂ
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( Procedimiento)

05 Cdlculo de la pendiente

Si dividimos la expresion anterior obtenida por la diferencia [P1-P2], ny —n2 N Ao

‘ obtendremos la pendiente de la funcidn n=f(P). P, — P = 2d(P, — P)

06 Expresion de la funcion n=f(P)
Sabiendo que para una presion P=0 [vacio] el indice de refraccidn n
es igual a 1, entonces armaremaos la expresion de la funcion.
Luego calcularemos el indice de refraccidon del aire para una presidon Patm.

07 Grafico.

Graficar los resultados obtenidos.
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